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摘要(译)

一种缺陷像素检查方法，包含步骤：对多个像素部分中第一像素部分的
电容性元件以及第二像素部分的电容性元件施加不同的电压；导通设于
第一像素部分内像素晶体管的输入电极与第二像素部分内像素晶体管的
输入电极之间的开关，并将第一像素晶体管的输入电极与第二像素晶体
管的输入电极短路；读取第一像素部分的电容性元件的电压以及第二像
素部分的电容性元件的电压；以及基于第一像素部分的电容性元件的电
压与第二像素部分的电容性元件的电压之间的比较结果而检测像素部分
的缺陷。
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